
データ

概要

アルミニウム電極表面のOHやフッ化物は電極の腐食原因の一つであり、アルミニウム表面の状態を調
査することは不良原因の調査に欠かせません。TOF-SIMSは最表面での深さ方向分解能に優れ、無機
物の状態をモニターしながら高感度に深さ方向分布を測定することが可能です。OHと併せて深さ方向分
布を評価することで、酸化膜厚の変化を伴わずにOHが増加していた現象を見出しました。このように
TOF-SIMSでは元素分析では得られない、無機物の分子情報の深さ方向分布を評価することが可能で
す。
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TOF-SIMSで無機物の分子情報を深さ方向に捉えることが可能

測定法 ：TOF-SIMS
製品分野 ：LSI・メモリ
分析目的 ：化学結合状態評価・組成分布評価・腐食層の膜厚

アルミニウム(Al)表面のOHの分布、状態評価アルミニウム(Al)表面のOHの分布、状態評価

アルミニウムを超純水1時間放置後を比較したところ、酸化膜厚に差はなく、OHが増加したことがわかりました。

図1 Alの分子情報の深さ方向分析結果

図2 各標準物質の深さ方向分析における定性結果
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状態によりパターンが異なるため、モニターする質量を適切に選択することで深さ方向の状態評価が可能です。

分子情報の深さ方向分析の参考出典；Harumi Masudome et.al.,Surf.InterfaceAnal.2011,43,664–668

AlF3

深さ方向はXPSで求めた自然酸化膜厚表記となってます。
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